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Предконференция №1* 

ДОВЕРЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

  Координаторы Предконференции

Никифоров Александр Юрьевич,  
д.т.н., профессор, заместитель директора ЦЭПЭ 
НИЯУ МИФИ 

Кессаринский Леонид Николаевич,  
к.т.н., заместитель директора  
АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ

Тематика Предконференции №1 «Доверенная и экстремальная электроника» охватывает широкий 
спектр вопросов создания, применения и контроля работоспособности ЭКБ и РЭА общего 
и специального назначения, в том числе:

•	 микропроцессоров и микроконтроллеров, 
других программно-управляемых систем, СФ-
блоков, систем на кристалле (СнК) и систем 
в корпусе (СвК) на их основе, в том числе 
реализованных в условиях контрактного 
производства;

•	 ПЛИС, БМК, АЦБК, микросхемы памяти, 
интерфейсные схемы;

•	 аналого-цифровых и цифро-аналоговых 
преобразователей, систем сбора и обработки 
данных;

•	 аналоговых микросхем, стабилизаторов 
и преобразователей напряжения, источников 
питания;

•	  радиоэлектронных систем, 
приёмопередатчиков, СВЧ- и РЧ-ЭКБ 
для систем связи, навигации, радиолокации, 
электронной маркировки, беспилотного 
транспорта, интернета вещей и др.;

•	 полупроводниковых приборов и систем 
на их основе, в том числе мощных, 
высоковольтных, СВЧ, прецизионных;

•	 всех видов пассивных электронных 
и электротехнических изделий;

•	 индикаторов, дисплеев, изделий и систем 
оптоэлектроники, радиофотоники и лазерной 
техники.
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Предконференция №2* 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА  
И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

  Координаторы Предконференции

Чаплыгин Юрий Александрович,  
д.т.н., академик РАН,  
президент НИУ МИЭТ

Шелепин Николай Алексеевич,  
д.т.н., профессор, руководитель научного 
направления «Микроэлектроника» ИНМЭ РАН

Переверзев Алексей Леонидович,  
д.т.н., профессор РАН, проректор 
по инновационному развитию НИУ МИЭТ

На Предконференции №2 «Электронная компонентная база и радиоэлектронные системы» 
рассматриваются вопросы проектирования, технологии изготовления электронной компонентной 
базы, микросистемной техники, анализ квантовых эффектов, исследование материалов, 
технологических процессов, технологического оборудования.

Обсуждаются вопросы проектирования, анализа и экспериментального исследования 
информационно-управляющих и радиотехнических систем, включая исследование и разработку 
сложно-функциональных блоков, структурных и архитектурных решений, алгоритмов цифровой 
обработки сигналов и способов их технической реализации.

Секции Предконференции:

•	 Информационно-управляющие 
и радиотехнические системы

•	 Технологии и компоненты микро- 
и наноэлектроники

•	 Микросистемы. Сенсоры и актюаторы

•	 Специальное технологическое оборудование

•	 Квантовые технологии

•	 Материалы микро- и наноэлектроники
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

  Программный комитет 

Председатель  
программного комитета

Горнев Евгений Сергеевич,  
академик РАН, профессор,  
АО «НИИМЭ»

 
 
 
 

Заместители председателя  
программного комитета 

Иванов Виктор Владимирович,  
член-корреспондент РАН,  
профессор, МФТИ

Никитов Сергей Аполлонович,  
академик РАН, профессор,  
ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

Школа молодых учёных (ШМУ) проводится в рамках Российского форума «Микроэлектроника» 
ежегодно с 2019 года и стала уникальной коммуникационной средой более чем 700 начинающих 
и состоявшихся специалистов микроэлектроники. Она призвана способствовать установлению 
контактов между молодыми учёными, обсуждению актуальных задач микроэлектроники, обмену 
новейшей научной информацией, привлечению в науку о микроэлектронике талантливой молодёжи.

Научные направления ШМУ 

1.	 Моделирование структур,  
	 технологических процессов и устройств

2 	 Школа НИИМЭ вычислительной литографии

3 	 Технологические процессы  
	 микроэлектроники

4 	 Материалы микроэлектроники

6 	 Нейроморфные вычисления  
	 и искусственный интеллект

7 	 RISC-V и системное программное  
	 обеспечение

8 	 СВЧ и силовые приборы микроэлектроники

10 	 Физика микро- и наноразмерных приборов

11 	 Биомедицинская электроника

12 	 Проектирование интегральных микросхем,  
	 встраиваемых электронных систем

13 	 Радиотехника и инфокоммуникационные  
	 технологии

14 	 Молодёжные лаборатории  
	 в области микроэлектроники

15 	 Высокопроизводительные  
	 вычислительные системы
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Трек обзорно-дискуссионных заседаний

ДОВЕРЕННЫЕ ПАК И ЭКБ ДЛЯ КРИТИЧЕСКОЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*

Руководитель секции 

Никифоров Александр Юрьевич,  
д.т.н., профессор, заместитель директора  
ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ

Заместитель руководителя секции

Кессаринский Леонид Николаевич,  
к.т.н., заместитель директора АИЦ ИБСЗИ  
НИЯУ МИФИ

Трек посвящен тематике создания и контроля работоспособности изделий микроэлектроники 
и оптоэлектроники общего и специального назначения, в том числе, радиационно-стойких, а именно:

•	 микропроцессоров и микроконтроллеров;

•	 ПЛИС, БМК, АЦБК, микросхем памяти, 
интерфейсных схем;

•	 аналого-цифровых и цифроаналоговых 
преобразователей, систем сбора и обработки 
данных;

•	 аналоговых микросхем, стабилизаторов 
и преобразователей напряжения, источников 
питания;

•	 СФ-блоков, систем на кристалле (СнК) 
и систем в корпусе (СвК) на их основе, 
в том числе, реализованных в условиях 
контрактных производств;

•	 особенностям проектирования и испытаний 
радиационно-стойких и/или информационно-
защищенных (доверенных) микросхем, 
электронных модулей, комплексов и систем 
специального назначения;

•	 изделий оптоэлектроники и радиофотоники;

•	 методикам и аппаратно-программным 
средствам для тестирования и контроля 
работоспособности изделий микро- 
и оптоэлектроники;

•	 вопросам обеспечения и контроля качества, 
надежности и радиационной стойкости 
изделий на всех этапах жизненного цикла 
с учетом влияния режимов, условий и сроков 
эксплуатации;

•	 вопросам информационной безопасности, 
идентификации и выявления контрафактных 
изделий. 
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Секция №1 

НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ

Руководитель секции 

Корнеев Игорь Леонидович,  
к.т.н., заместитель директора по научной работе 
АО «НИИМА «Прогресс»

Заместитель руководителя секции

Стешенко Владимир Борисович,  
к.т.н., заместитель генерального конструктора  
АО «Российские космические системы»

В секции «Навигационно-связные СБИС и модули» рассматриваются следующие основные вопросы:

•	 разработка СБИС для систем специального 
и общего применения;

•	 современные СБИС для программно-
определяемого радио (SDR);

•	 модули современных модемов (включая 
спутниковую связь);

•	 широкополосная и сверхширокополосная 
связь;

•	 разработка СБИС и модулей для глобальных 
спутниковых навигационных систем (ГНСС);

•	 разработка модулей для системы ЭРА-
ГЛОНАСС;

•	 использование современных технологий 
для создания конкурентоспособных СБИС 
для систем навигации и связи;

•	 использование высокоточной навигации 
на транспорте, сельском хозяйстве, 
строительстве;

•	 разработка навигационных систем, 
дополняющих ГНСС (включая инерциальные 
системы);

•	 помехоустойчивые локальные системы 
навигации (ЛСН).

Секция №2

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Руководитель секции 

Хренов Григорий Юрьевич,  
д.ф.-м.н., технический директор  
АО «Байкал Электроникс»

Заместители руководителя секции

Бычков Игнат Николаевич, 
 д.т.н., первый заместитель генерального 
директора ИНЭУМ

Кудрявцев Андрей Николаевич,  
независимый эксперт, ex-Intel

Секция посвящена вопросам, связанным с разработкой и улучшением характеристик компонентов 
и средств вычислительной техники, а именно:

•	 программного обеспечения (системного 
и прикладного), в том числе: операционных 
систем, программ начального старта 
(«загрузчиков»), средств тестирования 
аппаратуры, компиляторов, программного 
обеспечения средств защиты информации, 
хранения данных и т.п.;

•	 аппаратуры различного назначения, входящей 
в состав вычислительных систем, в том числе: 
микропроцессоров, контроллеров, средств 
организации интерфейсов, модулей, средств 
защиты информации, хранения данных и т.п.;

•	 средств организации распределённых 
вычислений, в том числе: средств 
кластеризации, виртуализации, коммутации 
потоков данных и т.п.;

•	 вычислительных систем, используемых 
в актуальных областях науки, техники 
и промышленности, в том числе: 
в робототехнике, связи, фундаментальной 
и прикладной науке, криптоанализе, 
промышленной автоматике, автоматике 
для спецприменений и т.п.
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Секция №3

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ  
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ*

Руководитель секции   

Переверзев Алексей Леонидович,  
д.т.н., профессор РАН, проректор 
по инновационному развитию НИУ МИЭТ

Заместители руководителя секции

Якунин Алексей Николаевич,  
д.т.н. доцент, НИУ МИЭТ

Еремеев Петр Михайлович,  
первый заместитель генерального  
конструктора АО «НИИ «Субмикрон»

Секция №4

ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ  
МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ*

Руководитель секции  

Шелепин Николай Алексеевич,  
д.т.н., профессор,  НИУ МИЭТ

 
 
 

Заместители руководителя секции

Путря Михаил Георгиевич,  
д.т.н профессор, НИУ МИЭТ

Резванов Аскар Анварович,  
к.ф.-м.н., начальник отдела физико-
технологических исследований АО «НИИМЭ»

В секции №3 «Информационно-управляющие и радиотехнические системы» рассматриваются 
вопросы проектирования, анализа и экспериментального исследования информационно-
управляющих и радиотехнических систем с целью улучшения их технических характеристик, 
включая исследование и разработку сложно-функциональных блоков, структурных и архитектурных 
решений, алгоритмов цифровой обработки сигналов и способов их технической реализации. Особое 
внимание уделяется особенностям применения отечественной компонентной базы.

Секция №4 «Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники» охватывает тематику технологий 
и компонентов микро- и наноэлектроники:

•	 технологии изготовления интегральных 
микросхем;

•	 технологии изготовления полупроводниковых 
приборов;

•	 компоненты интегральных микросхем;

•	 применение новых материалов 
в технологии изготовления микросхем 
и полупроводниковых приборов;

•	 технологические процессы 
в технологии интегральных микросхем 
и полупроводниковых приборов;

•	 технологии интеграции элементов 
кремниевых ИС и СВЧ компонентов А3В5;

•	 электрофизические характеристики 
компонентов интегральных микросхем 
и полупроводниковых приборов.
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Секция №6

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ

Руководитель секции

Шипицин Дмитрий Святославович,  
к.ф.-м.н., директор по развитию систем 
проектирования АО «НИИМЭ»

Заместитель руководителя секции

Куликов Дмитрий Васильевич,  
к.т.н, заместитель директора дизайн-центра 
по разработке ЭКБ АО «НИИМА «Прогресс»

Секция №7

СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ*

Руководитель секции

Миннебаев Вадим Минхатович,  
к.т.н., заместитель генерального директора  
АО «Микроволновые системы»

Заместители руководителя секции

Панасенко Петр Васильевич  
профессор, д.т.н., заместитель генерального 
директора АО «НИИМЭ»

Мухин Игорь Игоревич,  
к.т.н.  начальник отдела АО «Завод ПРОТОН»

Cекция №6 «Системы проектирования и моделирования электронных компонентов и систем» 
посвящена вопросам моделирования электронных компонентов, блоков и систем, в том числе 
при сквозном проектировании систем и комплексов.

Обсуждаются вопросы, связанные с разработкой моделей и методов моделирования интегральных 
схем при различных условиях внешних воздействующих факторах, проблемы технологического, 
приборного и системного моделирования.

Особое внимание уделяется вопросам разработки и поддержки отечественных САПР 
для проектирования интегральных микросхем и многокристальных модулей.

Cекция №7 «СВЧ интегральные схемы и модули» посвящена вопросам разработки, измерений, 
испытаний, производства и эксплуатации полупроводниковых транзисторов, МИС, ГМИС, одно- 
и многофункциональных интегральных модулей, блоков и аппаратуры СВЧ диапазона.

Основными тематическими направлениями секции являются:

•	 Разработка полупроводниковых изделий 
на материалах группы А3В5;

•	 Разработка СВЧ МИС на Si, SiGe 
по биполярной, КМОП и БиКМОП технологиям;

•	 Вопросы проектирования, изготовления, СВЧ 
измерений и испытаний полупроводниковых 
приборов и устройств;

•	 Разработка и опыт эксплуатации модулей, 
блоков и аппаратуры наземного, морского, 
авиационного и космического назначения 
с использованием СВЧ транзисторов, МИС 
и модулей различной степени интеграции;

•	 Вопросы надежности и организации 
производства СВЧ изделий.
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Секция №8

МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ*

Руководитель секции

Тимошенков Сергей Петрович,  
д.т.н., профессор, директор Института НМСТ  
НИУ МИЭТ

Заместитель руководителя секции

Дюжев Николай Алексеевич,  
к.ф.-м.н., директор ЦПК «МСТ и ЭКБ» МИЭТ

Секция №9

ЭЛЕКТРОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Руководитель секции  

Бирюков Михаил Георгиевич,  
к.т.н, генеральный директор АО НИИТМ

Заместитель руководителя секции

Алексеев Алексей Николаевич,  
к.ф.-м.н., генеральный директор АО «НТО»

Cекция №8 «Микросистемы. Сенсоры и актюаторы» охватывает вопросы, связанные 
с исследованиями, разработками и технологиями изготовления изделий микросистемной техники, 
микросборок и микроэлектронных модулей уровня «система в корпусе».

Основные тематики работы секции:

•	 разработка и технологии производства 
инерциальных МЭМС и ЭМ (акселерометры, 
гироскопы, инклинометры, БИНС);

•	 разработка и технологии производства 
ВЧ МЭМС и актюаторов (ВЧ 
и СВЧ переключатели, генераторы, 
микроактюаторы);

•	 разработка и технологии создания 
оптических МЭМС и микрофотоники 
(оптические переключатели, микрозеркала, 
микроболометры, модуляторы, кольцевые 
резонаторы);

•	 разработка и технологии производства 
акустических микросистем (акустические 
фильтры, микрофоны); 

•	 разработка и технологии производства 
преобразователей магнитного поля 
и магнитометрических микросистем на их 
основе;

•	 разработка и технологии производства МЭМС 
для мониторинга состояния окружающей 
среды и биохимического анализа (датчики 
давления, датчики газа, датчики влажности 
микрофлюидные датчики);

•	 технологии проектирования и производства 
микросборок, многокристальных модулей 
и электронных модулей уровня «система 
в корпусе» (2,5D и 3D интеграция, встроенный 
монтаж бескорпусных микросхем 
и пассивных компонентов, TSV, интерпозеры, 
корпусирование кристаллов на уровне 
пластин).

Cекция №9 «Электронное машиностроение» охватывает тематику технологического и контрольно-
измерительного оборудования для производства электронной компонентной базы. Создание 
конкурентоспособной ЭКБ невозможно без современного специального технологического 
оборудования с высокой степенью автоматизации, которое и обеспечивает заданные 
характеристики конечных приборов. Исследования, разработка и производство технологического 
оборудования является неотъемлемой частью общего развития микроэлектроники в России. 
Работа секции будет направлена на формирование перспективных направлений в исследованиях 
и разработках технологического оборудования для создания современной ЭКБ
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Секция №10 

НЕЙРОМОРФНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ.  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Руководитель секции  

Тельминов Олег Александрович,  
к.т.н., начальник отдела перспективных 
исследований АО «НИИМЭ» 
 
 
 
 

Заместители руководителя секции

Ронжин Андрей Леонидович,  
д.т.н. профессор РАН, директор СПб ФИЦ РАН

Мещеряков Роман Валерьевич,  
д.т.н., главный научный сотрудник, 
заведующий лабораторией киберфизических 
систем, директор центра Интеллектуальных 
робототехнических систем, Институт проблем 
управления им. В. А. Трапезникова РАН

Тематика Секции №10 «Нейроморфные вычисления. Искусственный интеллект» охватывает 
широкий круг вопросов, связанных с нейроморфными системами, искусственным интеллектом и их 
применением, включая теорию функционирования нейросистем и технологии их изготовления:

•	 разработка нейроморфных процессоров, 
методы повышения их эффективности 
и адаптации к существующим нейросетевым 
алгоритмам;

•	 разработка нейронных сетей, 
осуществляющих параллельную обработку 
данных: элементная база, технология 
изготовления нейронных элементов 
и межсвязей, в том числе на основе 
мемристорных кроссбаров; 
 

•	 нейросетевые алгоритмы и архитетуры 
систем обработки больших данных: теория 
их функционирования, алгоритмы обучения 
и оптимизации, в том числе и для глубоких 
нейронных сетей;

•	 разработка систем искусственного 
интеллекта для задач обработки изображения, 
распознавания речи, обработки временных 
рядов и других применений;

•	 применение систем искусственного 
интеллекта в различных отраслях науки 
и техники и в медицине.

Работа секции направлена на формирование перспективных направлений в исследовании 
и разработках нейроморфных систем и искусственного интеллекта.
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Секция №11

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ*

Руководитель секции

Горбацевич Александр Алексеевич,  
д.ф.-м.н., профессор, академик РАН,  
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, 
НИУ МИЭТ

 

Заместители руководителя секции

Богданов Юрий Иванович,  
профессор, д.ф.-м.н., главный научный 
сотрудник ФТИАН им. К. А. Валиева РАН

Глейм Артур Викторович,  
к.т.н., начальник департамента квантовых 
коммуникаций ОАО «Российские железные 
дороги»

Секция №11 «Квантовые технологии» охватывает все основные направления исследований 
в области квантовых вычислений, квантовой связи и элементной базы наноэлектроники 
на квантовых эффектах:

•	 Квантовые компьютеры: теория 
и эксперимент;

•	 Перспективы создания квантовых 
симуляторов и квантовых компьютеров 
на основе различных физических платформ, 
включая сверхпроводниковые регистры, 
оптические квантовые чипы, ионные 
и атомные ловушки и др.;

•	 Квантовые измерения и контроль квантовых 
технологий;

•	 Квантовые алгоритмы;

•	 Квантовые методы обработки информации;

•	 Квантовая связь;

•	 Открытые квантовые системы;

•	 Управление квантовыми состояниями;

•	 Инженерия квантовых состояний;

•	 Квантовые корреляции;

•	 Квантовые транзисторы и переключатели;

•	 Квантовая память;

•	 Моделирование многочастичных квантовых 
систем.
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Секция №12.1

ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ.  
ОПТО- И ФОТОЭЛЕКТРОНИКА

Руководитель секции   

Попов Сергей Викторович,  
д.т.н. профессор, заместитель генерального 
директора холдинга «Швабе» Госкорпорации 
«Ростех», руководитель приоритетного 
технологического направления по технологиям 
оптоэлектроники и фотоники в Российской 
Федерации

Заместитель руководителя секции

Бурлаков Игорь Дмитриевич,  
д.т.н., профессор, заместитель генерального 
директора по инновациям и науке АО «НПО 
«Орион», холдинга «Швабе», Госкорпорации 
Ростех

Секция №12.2

ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ. 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОТОНИКА, ВОЛОКОННЫЕ  
И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Руководитель секции

Старцев Вадим Валерьевич,  
генеральный директор АО «НИИ «Полюс»,  
им. М. Ф. Стельмаха» холдинга «Швабе», 
Госкорпорации Ростех

Заместитель руководителя секции

Наумов Аркадий Валерьевич,  
инженер АО «ОКБ «АСТРОН»

Секция №12.1 «Технологии оптоэлектроники и фотоники» охватывает все основные направления 
исследований в области оптоэлектроники и фотоники: полупроводниковая фотоника 
и нанофотоника, лазерные производственные технологии, оптические материалы и компоненты 
фотоники, волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты, оптико-электронные 
информационные системы, полупроводниковая фотосенсорика и материалы фотосенсорики, 
микрокриогенная техника, техника тепловидения и ночного видения, метрологическое обеспечение 
фотоники.

Секция №12.2 «Технологии оптоэлектроники и фотоники» охватывает все основные направления 
исследований в области оптоэлектроники и фотоники: полупроводниковая фотоника 
и нанофотоника, лазерные производственные технологии, оптические материалы и компоненты 
фотоники, волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты, оптико-электронные 
информационные системы, полупроводниковая фотосенсорика и материалы фотосенсорики, 
микрокриогенная техника, техника тепловидения и ночного видения, метрологическое обеспечение 
фотоники.
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Секция №13

МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ,  
ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ

Руководитель секции 

Рощупкин Дмитрий Валентинович,  
д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН,  
директор ФГБУН ИПТМ РАН

Заместитель руководителя секции

Бокарев Валерий Павлович,  
д.т.н. начальник отдела АО «НИИМЭ»

Развитие современной микро- и наноэлектроники требует поиска новых перспективных материалов 
с уникальными физическими свойствами и развитие новых методов диагностики. Этим задачам 
посвящена работа Секции №13 Российского форума «Микроэлектроника» «Материалы микро- 
и наноэлектроники, диагностика материалов и элементов электронной компонентной базы».

В рамках обсуждений докладов Секции будут расширены горизонты познаний и заложены основы 
технологического прорыва в области фундаментальных и поисковых научных исследований.

Поиск перспективных материалов для спинтроники и фотоники, разработка новой элементной базы 
на основе энергоэффективных мемристоров для нейроморфных вычислений, наноэлектроника 
на основе 1D и 2D материалов (углеродные нанотрубки, графен и графеноподобные 
материалов, наностержни ZnO, AlN, GaN), создание эпитаксиальных пленок карбида кремния 
для микроэлектроники, разработка атомарногладких полупроводниковых пленок, резистов 
для технологических процессов фотолитографии, электроннолучевой, ионнолучевой литографии, 
рентгеновской литографии и наноимпринтинга, множество других материалов, физических подходов 
и технологий найдут свое отражение в работе секции №14 «Материалы микро- и наноэлектроники, 
диагностика материалов и элементов электронной компонентной базы». Ведущие специалисты 
отрасли и исследователи-разработчики подготовили интересные доклады и готовы к широкой 
дискуссии с пытливой аудиторией слушателей.

Также поиск новых материалов и исследования их структурных и физических свойств неразрывно 
связан с развитием методов материаловедения и диагностики материалов и элементной базы 
микроэлектроники, так как только такой подход позволяет исследовать физические свойства 
материалов и определить их место в современной электронике. Здесь основными методами 
исследований и диагностики выступают методы просвечивающей и сканирующей электронной 
микроскопии, рентгеновской дифрактометрии, рентгеновской микроскопии и спектроскопии, 
методы нейтронографии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Данные подходы 
позволяют изучать не только работу элементов ЭКБ в режиме реального времени, но и исследовать 
влияние отдельных дефектов кристаллической структуры на работу процессоров.

Цель работы Секции – выработать в ходе дискуссии новое, более глубокое понимание вызовов, 
стоящих перед отечественной наукой и наукоемкими отраслями промышленности, наметить пути 
и перспективы решения важнейших вопросов построения программы создания инновационных 
материалов и технологий для формирования передовой микро- и наноэлектроники как одного 
из базовых элементов наукоемкого технологического суверенитета Российской Федерации.
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Секция №14 

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Руководитель секции

 Исаев Вячеслав Михайлович,  
д.т.н., профессор, заместитель директора 
по научной работе АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Заместитель руководителя секции

Верник Пётр Аркадьевич,  
директор Консорциума «Пассивные 
электронные компоненты»

Секция №14 «Пассивные электронные компоненты» охватывает различные аспекты научно-
технических проблем, возникающих в ходе проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также на этапе внедрения в производство и повышения качественных 
характеристик отечественных пассивных электронных компонентов (далее — ПЭК), а именно 
резисторов и конденсаторов, в том числе интегральных, фильтров, электрических соединителей, 
коммутационных и электромеханических изделий, пьезокерамических элементов, микросборок 
и корпусов, намоточных и кварцевых изделий, теплоотводов, печатных плат и т. д.

Цель работы секции №14: обсудить и в ходе экспертной дискуссии наметить возможные пути 
решения актуальных научно-технических проблем, связанных с разработкой и производством ПЭК, 
а также соответствующих технологий, материалов и оборудования.

Задачи Секции:

•	 определить потенциальные направления 
использования достижений и наработок 
российских научных организаций 
в разработке как самих ПЭК, так 
и соответствующих технологий, материалов 
и оборудования;

•	 определить научно-технические проблемы 
разработчиков и производителей 
ПЭК, которые могут быть решены 
с использованием потенциала и компетенций 
российских научных организаций;

•	 организовать диалог и обеспечить 
взаимодействие представителей научных 
организаций, разработчиков, производителей 
ПЭК и соответствующих материалов 
и оборудования.

Тематические блоки:

•	 научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по разработке 
и постановке на производство ПЭК;

•	 современные, доступные и перспективные 
технологии производства ПЭК;

•	 основные производственные 
и технологические материалы для ПЭК;

•	 оборудование для производства ПЭК,  
а также для измерений (испытаний).

*	 Всем зарегистрированным участникам Российского форума «Микроэлектроника» предлагается по желанию 
пройти расширенную программу повышения квалификации (дополнительного профессионального образования 
– ПК ДПО) и получить новый образовательный опыт. Регистрируйтесь в Личном кабинете на обучение, 
выбрав одну из трёх программ от ведущих организаций-поставщиков образовательных услуг, посещайте 
соответствующие мероприятия (*), пройдите итоговую аттестацию и получите удостоверение государственного 
образца. 
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